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Especialidad: Difraccion rayos X y policristal en instalaciones radiactivas

1. El Servicio Interdepartamental de Investigacion (SIdl) de la Universidad Auténoma de Madrid (UAM):
descripcion del Servicio, estructura, organizacion, funcionamiento y politica de calidad del Servicio.

2. LIMS (sistema de gestion de la informacion de laboratorios): componentes y procesos.

3. Evaluacién de la conformidad, acreditacion, normalizacion y certificacion.

4. Sistemas de gestion de la calidad: conceptos fundamentales y principios de la gestion de la calidad.

5. Sistemas de gestion de la calidad: proceso de gestion de la documentacién y registros en laboratorios de ensayo.
6. Sistemas de gestion de la calidad: proceso de gestion de ensayos en laboratorios de ensayo.

7. Sistemas de gestion de la calidad: proceso de gestién de gestion de compras y proveedores en laboratorios de
ensayo. Proceso de gestion del equipamiento de laboratorios de ensayo (inventario, registros, y actividades de
control).

8. Sistemas de gestidn de la calidad: proceso de gestion del personal, competencia y formacion en laboratorios de
ensayo. Proceso de gestion de las instalaciones y condiciones ambientales en laboratorios de ensayo.

9. Aseguramiento de la calidad de la medida. La medida y su variacion. Patrones, trazabilidad, deriva. Calibracién
y verificacion.

10. Aseguramiento de la calidad de la medida. Célculo de incertidumbres.

11. Aseguramiento de la calidad de la medida. Validacion de métodos analiticos: introduccion a la validacién y
conceptos estadisticos basicos. Procesos de validacion.

12. Técnicas de control de calidad interno en un laboratorio de ensayo: duplicados, repeticién de ensayos,
correlacién y analisis de materiales de referencia.

13. Técnicas de control de calidad externas en un laboratorio de ensayo: ensayos de intercomparacion.
14. Normativa de seguridad de la UAM. Seguridad en el trabajo: normas generales.

15. Normativa de seguridad de la UAM. Normativas de seguridad en los laboratorios y talleres expuestos a riesgo
quimico, fisico y bioldgico.

16. Propiedades de los rayos X. Fundamentos y espectro electromagnético.

17. Generacion de los rayos X. Tubo de rayos X. Propiedades y funcionamiento.
18. Deteccion de los rayos X. Propiedades y tipos de detectores de rayos X.

19. Sistemas cristalinos. Grupos puntuales y grupos espaciales. Redes de Bravais.
20. Condiciones de difraccion. Ley de Bragg.

21. Difractémetro de polvo. Partes fundamentales de la instrumentacion.

22. Preparacion de muestras para DRX Policristal.
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23. Condiciones y necesidades de preinstalacion para la adaptacion de un laboratorio de DRX Policristal.

24. Configuracion de un difractrometro de rayos X de policristal y estrategia de recogida de datos para la
realizacion de un barrido theta/2theta.

25. Configuracion de un difractdmetro de rayos X de policristal y estrategia de recogida de datos para la
caracterizacion superficial por incidencia rasante.

26. Difraccién de rayos X con temperatura. Configuracion del difractémetro.

27. Microdifraccion de rayos X. Principios basicos y configuracion del difractémetro.
28. Mantenimiento de un difractdmetro de rayos X de policristal.

29. Ajuste y verificacion de un difractdmetro de rayos X de policristal.

30. Caracteristicas de un policristal. Tipos de muestras policristalinas y portamuestras para difraccion de
policristal.

31. Uso de monocromadores, filtros, méascaras y rendijas de divergencia y antiscatter en los difractometros de
rayos X de policristal.

32. Aplicaciones generales de la difraccion de rayos X de policristal.

33. Difractograma de rayos X. Informacion adquirida de forma directa.

34. Indexacion de un difractograma de rayos X de polvo.

35. Andlisis cualitativo de fases cristalinas. Bases de datos cristalograficas.

36. Descripcion del perfil de un pico en difraccion de polvo. Determinacion del tamafio de cristal. Anchura
instrumental.

37. Conocimientos basicos sobre las intensidades de los haces difractados. Anélisis cuantitativo de fases. Factor
de estructura.

38. Fundamentos tedricos del Método Rietveld.

39. Estrategia de recogida de datos, optimizacién del equipo y preparativa de muestras para el refinamiento por
el Método Rietveld.

40. Fuentes de informacion en difraccion de polvo. Biblioteca de programas. Visualizacion y pretratamiento de
datos.

41. Radiaciones ionizantes. Constitucion de la materia. Estructura atobmica. Nucleos atomicos.

42. Radiactividad. Tipos de radiactividad. Leyes y tipos de la desintegracion.

43. Interaccion de la radiacion con la materia: fotones, rayos X, radiacion gamma y neutrones.

44. Detectores de radiacion ionizante. Fundamentos fisicos. Contador Geiger. Deteccion de neutrones.
45. Magnitudes y unidades radioldgicas. Actividad. Exposicion. Dosis absorbida y dosis equivalente.
46. Conceptos basicos, objetivos y principios de la proteccion radioldgica. Limitacion de dosis.

47. Clasificacion de los trabajadores expuestos a la radiacion. Procedimientos y reduccion de dosis.
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48. Proteccion radiologica operacional. Vigilancia de zonas de trabajos. Clasificacion y sefializacion de zonas de
trabajo.

49. Tipos de instalaciones radiactivas. Clasificacion. Autorizaciones y licencias. Inspecciones.
50. Reflectometria de rayos X. Principios basicos y configuracion del difractometro.

51. Fundamentos tedricos y técnicos de la PDF (Pair distribution function).

52. Fundamentos tedricos y técnicos de la difraccion de rayos X de monocristal.

53. Fundamentos tedricos y técnicos de la fluorescencia de rayos X.

54. Fundamentos teoricos y técnicos de la TXRF.

55. Fundamentos tedricos y técnicos de la microscopia electronica de barrido.
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